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摘要(译)

光学检查装置1，包括光产生装置2，用光产生装置2产生的光照射待检查
物体4的光照射装置3和光电转换装置6光电转换从待检查物体获得的信号
光通过光照射装置3照射光，并根据光电检测装置6的输出检查被检物体
4，其中提供放大从被检体4获得的信号光的光放大装置4。因此，提供了
一种光学检查装置，该光学检查装置能够以高灵敏度光学地转换来自待
检查对象的信号光，并且以其廉价的配置迅速地转换，而不增加用于照
射被检查物体的光的强度，并且不使用昂贵的低 - 噪声和高灵敏度光电
探测器。
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